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摘要(译)

本发明提供一种免疫测定分析仪，其能够区分由于特定免疫反应引起的
正常着色和由于除样品分析工具的测量区域中的特异性免疫反应之外的
原因引起的异常着色。本发明的免疫测定分析仪1包括光学检测单元4和
确定单元5.光学检测单元4包括光学信号测量单元，用于测量包括用于检
测的主波长的两个或更多个不同波长中的每一个的光学信号。由于特异
性免疫反应和除主波长之外的亚波长引起的颜色变化。确定单元5包括辨
别单元，用于比较两个或更多个不同波长的各个光信号，并根据确定的
比较标准区分由于特定免疫反应引起的颜色变化和由于特定免疫反应以
外的原因引起的颜色变化。先前。
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